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半导体激光Fabry-Perot干涉波长的微位移测量仪 

杨秀芳1,王小明2, 刘月明1,郭彦珍1

(1 西安理工大学机械与精密仪器工程学院,西安 710048)  
(2 西安市政管理委员会,西安 710068) 

收稿日期 2004-8-5   修回日期   网络版发布日期   2006-8-2   接受日期    

摘要  摘要设计了一种基于Fabry-Perot干涉波长测量仪.这种测量仪使用两个Fabry-Perot干涉腔,其中一个作为
测量腔、另一个作为参考腔,测量腔的一个反射面与被测对象安装在一起,参考腔的一个反射面与压电陶瓷安装在
一起.根据透射光谱中心波长与其干涉腔长之间的关系,当参考腔与测量腔的透射光谱中心波长完全重合时,对纳米
级微位移实现实时测量.光源采用半导体激光器,可获得所需要的波长值和波长变化范围.实验结果表明,这种测量
仪测量误差不大于1.5 nm,该精度可以满足精密机械加工、光电子和微电子加工以及纳米级测量技术等领域的精度
要求. 
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